
  

      
   

          

  

        

    
    

      

   
     

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FREULTAD DE CIEUETAS E XADRAS Y NATUGALES 

DEPASTANEO: Ciencias Ceolégicas 

+ ASIGUATURA: 
* 

CARRERA: Licenciatura en Ciencias Ceolégicas. O712N 

. 
PLAN: 

CARACTER: —Uptetiva 

DUSACIDY DE LA MATERIA:  Cuatrimestrel 

HORAS DE LLASE: a) Teóricas: 4 semanales». b) Problemas 

ec) Laboratorio: 19 smeneles.d) Semin 

ASIGNATURAS CORRELATIVAS:  Petrografía 
Física 11 

Z PROSRAÑA 

l.- Ceometría de cristales. Retícuios de treslación. Re 

mesnsionales. “Metfculos Tridines lorales. RSetícu 

Grupos de puntos y arupes especiules, Simeiría me 
=$ 

microscópica. 
    

“atureleza de los rayos X. Producción de ñ 
-    



        

de oscilación. Relación 

Extinciones reticulares, 

a 
>: 5.- Método Debye-Scherrere y 

res+.Diferentes posiciones 

yos. fedición de los ángulos 

con la mn
 

  

de Geometría de las cáma- 

película con respecto al haz de ra- 

3ragQ. Determinación de los espacia- 

  

6.- 

dos de Colocación de Índices en el sistema cúbico. Métod o s oráficos 

y analíticos. Determinación de la celda unided. Colocación de los 

Índices en los sistemas tetragonal y hexagonal por métodos gráficos 

y analíticos. Colocación de los Índoces en los sistemes rómbico y 

monoclínico» 

Determinación precisa de constantes reticulares. Errores en la mee 

dición de los espaciados de Absorción y refracción. Errores siste- 

méticos. Métodos precisos de medición. fiftodo de Straumanis. Méto- 

do de extrapolación. 

7e- Intensidad de difracción, absoluta y relativas Fectóres intervinien- , 

8.- Identificación de sustenciaspor el 
er 

Ss ce 1 tes: geométricos y físicos. fiedición + 
e 3 ensidades por fotometría 

y por estimación visual. Escalas de intensidad y su preparación. E- 

fectos especiales de difusión y de 

  

ánflisés cuali- 

tativo. Determinación de las fases sistema ASTM. 
E 

Su aplicación préctica. Alcances y 

9:+- Difractometría de contador. Principios y usos del método. Principio. 

geométrico del goniometro de difracción. Sistema de colimación. Tu- 

  

  

      

 



  

bos detectorese Tubo Ceiger-M0llere Técnica de registro y contador» 

Preparación. de la muestras. 

10.-Análisis cuantitetivos Aspectos cenerales, alcances y límites. Mez- 

clas de dos y de n componentes. Método de las adiciones conocidas + 

Método del Standard interno» Prepareción de patrones y curva de ca- 

libreción. E 

1Mlo-Identificeación 02 ercillas mediante difractomctría. Principios en - 

> que.se basa. FErincipio udneatan de le estructura de los minerales 

arcillosos. silirstos laminares. Sistemática de los silicatos de 

Friederich-Licbes. 

12.-Identificación de los minerales arcillosos. Grupo de los ceolines. 

Montpopillonitas, micas, cloritas. Prepereción de las muestres o - 

rientadas y no crisntadase Anóílisis cuantitativo, alcances y límites 

del método. 

  

re. 1018 mM. SANO! 
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